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CURSOS DEL CITIUS

EL SECRETARIADO DE CENTROS, INSTITUTOS, SERVICIOS DE INVESTIGACION (SCISI) Y DEL

CENTRO DE INVESTIGACION, TECNOLOGIA E INNOVACION
DE LA UNIVERSIDAD DE SEVILLA (CITIUS)
EN COLABORACION CON EL CENTRO DE FORMACION PERMANENTE (CFP)

COMUNICA

Que se va a impartir el curso que se relaciona a continuacion:

2011-06-07_MIC-NANO:
“TECNICAS DE CARACTERIZACION SUPERFICIAL NANOMETRICAS AFM, STM Y FESEM”.

Contenidos:

1.

2.
3.
4,

NGO

9.

Normas y riesgos asociados al uso del microscopio electrénico de barrido y microscopios de
barrido por sonda.
Fundamentos de la microscopia AFM-STM.
Fundamentos de la microscopia electronica de barrido: interaccion electron-materia, resolucion.
Modos de operacion con Microscopio AFM-STM Pico Scan 2500:
a. AFM Contacto.
b. AFM Contacto intermitente.
c. STM Corriente constante.
Medidas de dominios magnéticos: Magnetic Force Microscopy (MFM).
Operacion con el FESEM Hitachi S5200.
Captura de imagen en el FESEM Hitachi S2500.
Técnicas para la observacion de muestras segun su naturaleza y conductividad.
Técnicas de preparacion de muestras.

Destinatarios: Cualquier persona cuya actividad o investigacion esté o vaya a estar relacionada con la

microscopia electronica de barrido y la microscopia de barrido por sonda.

Duracion, fechas y horario: 30 horas (6 tedricas y 24 practicas); del 7 al 30 de junio de 2011; de lunes

a viernes en horario de 8.00 a 15.00 horas.

Mas informacién y plazos de preinscripcién y matricula: Consultar pagina web del CFP.
http://www.cfp.us.es/web/ficha_avanzada.asp?id_titulo=1001&tipo=FC&basica=1

Coste de matricula: 195.00 € (tasas incluidas).



